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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PLANS ET REGLES D’ECHANTILLONNAGE
POUR LES CONTROLES PAR ATTRIBUTS

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
oll sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces quesuons, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés. . .

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEIL, dans la mesure oil les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE
La presente recommandation a été établie par le Comité d’Etudes N° 56 de la CEI: Fiabilité des

composants et des matériels électroniques.

Un projet fut discuté lors de la réunion tenue a Washmgton en mai 1970. A la suite de cette réunion, un
projet, document 56(Bureau Central)29, fut soumis & I’approbation des Comités nationaux suivant la
Régle des Six Mois en septembre 1970.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud France
Allemagne Isragl
Australie ' Italie
Belgique Pays-Bas
~Canada Royaume-Uni
Danemark , Suéde
Espagne Suisse
Etats-Unis Tchécoslovaquie
d’Amérique Union des Républiques

Finlande Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAMPLING PLANS AND PROCEDURES
FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by 1 EC Technical Committee No. 56, Reliability of Electronic
Components and Equipment. '

A draft was discussed at the meeting held in Washington in May 1970. As a result, a draft, document
56(Central Office)29, was circulated to the National Committees for approval under the Six Months
Rule in September 1970.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands
Belgium South Africa
Canada Spain
Czechoslovakia Sweden

Denmark Switzerland

Finland Turkey

France Union of Soviet
Germany ’ Socialist Republics
Israel United Kingdom

Ttaly United States of America
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PLANS ET REGLES D’ECHANTILLONNAGE
POUR LES CONTROLES PAR ATTRIBUTS

Objet

But

La présente recommandation a pour but de donner des plans et des régles d’échantillonnage
pour les contrdles par attributs. Lorsque cela est prescrit par Iautorité responsable, les cahiers
des charges, les contrats, les instructions de contrdle ou autres textes devront s’y référer, et les
dispositions qu’elle contient devront étre respectées. « L’autorité responsable» devra étre désignée
dans 'un de ces textes. )

Note. — L’autorité responsable peut étre le client. -
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SAMPLING PLANS AND PROCEDURES
FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES

Scope

Purpose

This recommendation establishes sampling plans and procedures for inspection by attributes.
When specified by the responsible authority, this recommendation shall be called up in the speci-
fication, contract, inspection instructions or other documents and the provisions set forth herein
shall govern. The “‘responsible authority” shall be designated in one of the above documents.

Note. — The responsible authority may be the customer.
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